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RTU studiju kurss "Morfologijas un sastava analizes metodes"

32000 Dabaszinatnu un tehnologiju fakultate

Visparéja informacija
Kods KVT721
Nosaukums Morfologijas un sastava analizes metodes

Studiju kursa statuss programma

Obligatais/Ierobezotas izveles; Brivas izveles

Atbildigais macibspeks

Janis Loés - Doktors, Vadosais p&tnieks

Apjoms dalas un kreditpunktos

1 dala, 3.0 kreditpunkti

Studiju kursa istenoSanas valodas

LV, EN

Anotacija

Apskatitas musdienigas morfologijas un sastava analizes metodes (SEM, XRD, ATM, FTIR u.c.).
Apskatitas paraugu sagatavoSanas metodikas un krit€riji, datu interpretacijas nozime, rezultatu
atkartojamibas novertesana. PriekSmets paredzets Koksnes kimijas, Restauracijas, Zemas oglekla
emisijas kimijas un Fotonikas materialu specializacijas studentiem, ka arf citam specializacijam,
kas saistitas ar materialu izp@ti, pilnveidoSanu un lietoSanu.

Merkis un uzdevumi, izteikti kompetences un
prasmes

Kursa mérkis ir iepazistinat ar masdienigam morfologijas un sastava analizes metodem. Kursa
laika students iepazist dazadas analizes metodes, izprot to darbibas principu un pielietoSanas sféru.
Kursa sastavdala ir praktiski darbi un laboratorijas darbi, kuros studenti analiz€ dazadu metozu
pielieto$anas iesp€jas un Kritérijus.

Patstavigais darbs, ta organizacija un uzdevumi

Studentam jasagatavo apraksts un prezentacija par konkrétam analizes metodém,
problémrisinajumiem paraugu analizg, prieksrocibam un trikumiem salidzinot to ar citam
alternativam analizu metodém.
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NepiecieSamas priek§zinasanas

Pamatzinasanas par materialiem un kimiju

Studiju kursa saturs
Saturs Pilna un nepilna laika Nepilna laika
klatienes studijas neklatienes studijas
Kontakt | Patstav. | Kontakt | Patstav.
stundas darbs stundas darbs
Ievadlekcija, analizu metozu iedalfjums 4 0 0 0
Optiska mikroskopija un skengjosa elektronu mikroskopija 6 0 0 0
Rentgenstaru difraktometrija 4 0 0 0
Furjé transformaciju infrasarkana spektroskopija. Ramana spektroskopija 4 0 0 0
Granulometriskas analizes metodes 4 0 0 0
Porozimetrija, Rentgenstaru kompjiitertomografija, Sekundaro jonu masspektrometrija 6 0 0 0
Optiska dilatometrija jeb augsttemperatiiras mikroskopija 4 0 0 0
Kopa: 32 0 0 0

Sasniedzamie studiju rezultati un to vérté¥ana

Sasniedzamie studiju rezultati

Rezultatu veértéSanas metodes

Spgj orientéties morfologijas un sastava analizu metod€s - nosaukt un raksturot tas.

Kontroldarbs

Atbilstosi izvirzitajai problémai spgj izvElEties un pamatot pielietojamas analizu metodes.

Praktiskie darbi, laboratorijas darbi.

Studentam jaizprot iekartas darbibas princips, paraugu sagatavoSanas specifika, rezultatu

Eksamens, laboratorijas darbi.

interpretacija.
Studiju kursa planojums
Dala KP Stundas Parbaudijumi Brivas izvéles parbaudijumi
Lekcijas Prakt d. Laborat Ieskaite Eksam. Darbs Ieskaite Eksam. Darbs
1. 3.0 1.0 0.0 1.0 * *




